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Националност 

Дата на раждане 

ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на
работа 

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

• Дати

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на
работа 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности

• Дати

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на
работа 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности

АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име 

Адрес 

Телефон 

Факс 

E-mail

ДОРИАН АСЕНОВ МИНКОВ 

dorianminkov@yahoo.com 

Българска 

 

04.2014 – 06.2022 

Технически Университет-София, Колеж по Енергетика и Електротехника, катедра ЕКСТ, 

бул. България № 31, гр. Ботевград 

Преподавателска дейност по физика, основи на  електротехниката, стандарти за 

управление на качеството и околната среда 

Главен асистент и доцент 

Преподаване на студенти. Лекции, Лабораторни упражнения и Семинарни упражнения. 

04.2004-10.2011 

Ритсумейкан Университет, 1-1-1 Ножихигаши, Кусатсу, Шига 525-8577, Япония 

Научна и преподавателска дейност в областите електронно инженерство, приложна 

оптика, физика, и материалознание 

Доцент и Старши научен сътрудник 

Научна и изследователска работа със студенти. Преподаване на студенти. 

Публикуване на научни резултати. Комуникации с чуждестранни клиенти и доставчици. 

05.2002-03.2004 

Лаборатория по Ултраструктурни Изследвания към Националния Институт по 

Физиологични Изследвания, Миодайжи-чо, Оказаки 444-8585, Япония 

Научно изследователска дейност в областите физика, приложна оптика, органична химия, 

и материалознание 

Старши научен сътрудник 

Научна и изследователска работа. Публикуване на научни резултати. Комуникации с 

чуждестранни клиенти и доставчици. 
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• Дати  03.2001-11.2001 

• Име и адрес на работодателя  Международна Лаборатория за Научни Разработки-лимитед, 2-21-7 Нака-чо, Мегуро-ку, 
Токио 153-0065, Япония 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Изследователска дейност в областите електронно инженерство, физика, и 
материалознание 

• Заемана длъжност  Проектен Мениджър 

• Основни дейности и отговорности 

 

 Изследователска работа. Комуникации с чуждестранни клиенти и доставчици. 

• Дати  07.1996-03.2001 

• Име и адрес на работодателя  Институт по Технологии на Фрактурите, Тохоку Университет, Аоба-ку, Сендай, Мийаги 980-
8578, Япония 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Научна и преподавателска дейност в областите физика, магнетизъм, приложна оптика, и 
материалознание 

• Заемана длъжност  Старши Преподавател 

• Основни дейности и отговорности 

 

 

 Научна и изследователска работа със студенти. Преподаване на студенти. Публикуване 
на научни резултати. 

• Дати  07.1994-06.1996 

• Име и адрес на работодателя  Натал Университет, Пощенска кутия X10, Далбридж 4014, Южна Африка 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Научна и преподавателска дейност в областите електроника, приложна оптика, и 
материалознание 

• Заемана длъжност  Старши Преподавател 

• Основни дейности и отговорности 

 

 

 Научна и изследователска работа със студенти. Преподаване на студенти.                  
Публикуване на научни резултати. 

• Дати  07.1992-06.1994 

• Име и адрес на работодателя  Натал Университет, Пощенска кутия X10, Далбридж 4014, Южна Африка 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 

 Научно-изследователска дейност в областите електроника, приложна оптика, и 
материалознание 

Постдокторант 

• Основни дейности и отговорности 

 

 Научна и изследователска работа. Публикуване на научни резултати. 

• Дати  01.1991-06.1992 

• Име и адрес на работодателя  Ранд Африкански Университет, Пощенска кутия 524, Йоханесбург 2000, Южна Африка 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Научно изследователска дейност в областите електроника, приложна оптика, и 
материалознание 

• Заемана длъжност  Постдокторант 

• Основни дейности и отговорности  Научна и изследователска работа. Публикуване на научни резултати. 

 

                                                 • Дати 07.1980-01.1991 

• Име и адрес на работодателя  Институт по Микроелектроника и Оптоелектроника, Ботевград 2140 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Изследователска и развойна дейност в областите електроника, приложна оптика, физика, 
и материалознание 

• Заемана длъжност  Научен Сътрудник 

• Основни дейности и отговорности 

 

 

 

 

 Разработване и внедряване в производство на светодиоди и оптрони 
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         ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

• Дати 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

• Заглавие на труда 

 01.10.2015 -01.10.2018 

Доктор на Науките по Електротехника, Електроника и Автоматизацоия 

 

Характеризиране на тънки слоеве и повърхностни пукнатини в метали посредством 
електромагнитни методи и технологии 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически Университет - София 

• Ниво по националната или 
международната класификация 

 DSc 

   

• Дати 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

• Заглавие на труда  

 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Ниво по националната или 
международната класификация 

 

• Дати 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация  

• Ниво по националната или 
международната класификация 

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 
удостоверени с официален документ 

или диплома. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК   

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
                                       
                                       

 

• Четене   Understanding [Език] 

• Писане   Listening [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Разговор   C2 [Определете нива: отлично, добро, основно] 

   B1 [Определете нива: отлично, добро, основно] 

 

 

 

 

 

 11.1980-11.1988 

Кандидат на Физическите Науки 

 

Изследване на характеристики на системата Ga-Al-As и изготване на високоефективни 
светодиоди  

Българска Академия на Науките  

 

PhD 

 

 

09.1975 - 05.1980 

Магистър по физика, специалност: полупроводници 

 

Обща физика, Теория на електронните вериги и сигнали, Оптика на полупроводниците, 
Физика на полупроводниковите прибори, Технология на полупроводниците 

Софийски Университет „Климент Охридски“ 

 

MSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български 

 

 

АНГЛИЙСКИ 

 

Отлично 

Отлично 

Отлично 
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  РУСКИ 

• Четене  Добро 

• Писане  Основно 

• Разговор  Добро 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 - Научноизследователски умения и компетенции: Провел съм научни изследвания в 
няколко области на приложната оптика и материалознанието 

– Преподавателски и комуникативни умения: лекции и провеждане на семинари, 
способност за конструктивна комуникация и генериране на идеи 

– Умения за работа в екип: Работил съм и продължавам да работя в различни видове 
научноизследователски екипи 

– Социални умения: Лесно се адаптирам към местна и международна работна среда, 
благодарение на професионалните си компетенции, опит в работата с хора и владеене на 
езици. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 Ръководил съм и съм участвал в научноизследователски проекти, които изискват 
лидерски умения и способност за вземане на решения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Имам опит в работа с машини и оборудване за приложна оптика и подготовка на 
материали. 

 

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  MATLAB 

 Operational System: Windows 

 Microsoft Word 

 Microsoft Power Point 

    ●      Microsoft Excel 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  Спортувам. 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

      Притежавам. Категория Б. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРАНИ 
СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР И 
БРОЙ ЦИТИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ 

ПУБЛИКАЦИИ 
 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ 
НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ НА 
СЪСТЕЗАТЕЛНА ОСНОВА КАТО 

ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР 
  
 

 122 научни публикации 
4 books 
5 научни проекта 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРАНИ СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР - 55, 

БРОЙ ЦИТАТИ – 1099 

 

 

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ – 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ 
НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ръководител на следните проекти на конкурсен принцип: 

-- Субсидия от Ritsumeikan University, Япония: ~10 000 USD (2006) 

-- Субсидия от Министерството на образованието на Япония: ~17000 USD/година (1998-
1999) 
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АВТОРСТВО (ПЪЛНО ИЛИ 
СПОДЕЛЕНО) НА ПАТЕНТИ, 

ЗАЯВКИ ЗА ПАТЕНТ ИЛИ ДРУГИ 
РЕГИСТРИРАНИ ИЛИ ЗАЩИТЕНИ 

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
СОБСТВЕНОСТ 

 
СОБСТВЕНОСТ Участие в 

съвместни международни научни 
екипи като поканен участник за 

конкретни изследователски 
задачи, доказано със съвместни 

научни публикации в реферирани 
списания с импакт фактор и др.  

 
                                     
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 -- Субсидия от университета Тохоку, Япония: ~10000 USD/година (1996-2001) 

-- Субсидия от Фондацията за изследване и развитие на Южна Африка, въз основа на 
оценка на Международния комитет: ~8000 USD/година (1995-1997) 

-- Субсидия от Университета в Натал, Южна Африка ~4000 USD/година (1994-1996) 

 

 

D.Donchev, D.Minkov, and N.Nedev, "A Boat for Liquid Phase Epitaxial Growth of Multilayer 
Semiconductor Structures", Bulgarian Patent, no.76584, 30.09.86 

 

 

 

 

- Съвместно изследване с проф. Rayno Swanepoel от Ранд Африканския Университет в 
Южна Африка доведе до публикуване на 2 статии в международни списания с импакт 
фактори 

- Съвместно изследване с групата на проф. Емилио Маркес от университета Кадис в 
Испания доведе до публикуване на 9 статии в международни списания с импакт фактори 

- Съвместно изследване с групата на проф. Тецуо Шоджи от университета Тохоку в 
Япония доведе до публикуване на 7 статии в международни списания с импакт фактори 

- Съвместно изследване с групата на проф. Хиронари Ямада от университета Рицумейкан 
в Япония доведе до публикуване на 8 статии в международни списания с импакт фактори 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРАНИ СПИСАНИЯ С ИМПАКТ 
ФАКТОР 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ 
НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРАНИ СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР 

 

1. D.Minkov, E.Vateva, E.Skordeva, D.Arsova, and M.Nikiforova, "Optical properties of Ge-As-S thin films",                                 

J.Non-Cryst.Solids, 90(1987)481 

2. N.Nedev,  and  D.Minkov,  "A  new  approach  for  determining  of  the  liquidus and  solidus isotherms of the systems A3B3C5", 

J.Cryst.Growth, 88(1988)429 

3. D.Minkov, "Method for determining  of  the optical  constants of a  thin film on  a transparent substrate", J.Phys.D, 22(1989)199.  

Reprinted in: Eng.Optics, 2(1989)175 

4. D.Minkov, "Calculation of the  optical constants  of a thin  layer upon a  transparent substrate from  the  reflection   spectrum",   

J.Phys.D,   22(1989)1157. Reprinted  in:  Eng.Optics, 2(1989)397 

5. D.Minkov, and D.Stoeva, "Calculation of the  multilayer antireflection  coating effectiveness for a planar surface-emitting 

light-emitting diode considering the oblique ray  incidence", Thin Solid Films, 187(1990)209 

6. D.Minkov,  and  P.Drashkova,  "Method  for  calculating  of the optical constants of a  non-transmitting layer upon a transmitting 

substrate", Thin Solid Films, 191(1990)193 

7. D.Minkov, "Computation of the optical constants of a thin dielectric layer from the envelopes of the transmission spectrum,  at  

inclined  incidence  of   the  radiation",  J.Mod.Opt., 37(1990)1977 

8. D.Minkov, "Computation of  the optical  constants of a thin  dielectric layer on a transmitting substrate from the reflection  spectrum 

at inclined incidence of light",  J.Opt.Soc.Am.A, 8(1991)306 

9. D.Minkov, "Errors made in the computation of the optical constants of a thin dielectric layer using the envelopes of the reflection 

spectrum  at  inclined  incidence  of  light",  Optik, 87(1991)137 

10.D.Minkov, "Errors made in the computation of the optical constants of a thin dielectric layer using  the  envelopes of the 

transmission spectrum at inclined  incidence of light", Optik, 88(1991)60 

11.D.Minkov, "Singularity of the solution when using spectrum envelopes for the computation of the optical constants of a thin 

dielectric layer", Optik, 90(1992)80 

12.D.Minkov, and R.Swanepoel, "Computer drawing of the envelopes of spectrums with interference", SPIEC, 1782(1992)212 

13.D.Minkov, and N.Nedev, "Kinetics of long term finite melt liquid phase epitaxial growth of GaAs  and GaAlAs layers.                

Part1- Gallium arsenide", Cryst.Res.Technol., 28(1993)577 

14.D.Minkov, and N.Nedev, "Kinetics of long term finite melt liquid phase epitaxial growth of GaAs  and GaAlAs layers.                 

Part2- Gallium aluminium arsenide", Cryst.Res.Technol., 28(1993)587  

15.D.Minkov, and N.Nedev, "Growth characteristics of GaAlAs layers obtained by long term finite  melt liquid phase epitaxy", 

Cryst.Res.Technol., 28(1993)593 

16.D.Minkov, "Influence of the light interaction on the optical behaviour of a-Si:H solar cells", Sol. En. Mat. Sol.Cells, 31(1993)323 

17.D.Minkov, and R.Swanepoel, "Computerisation of the optical characterisation of a thin dielectric film", Opt.Engin., 32(1993)3333 

18.D.Minkov, "Optimisation of the optical characterisation of  opaque  layer  on   a  transmitting substrate by two reflection 

measurements for the same angle of light incidence", Optik, 95(1994)173  

19.D.Minkov, "Optimisation of the optical characterisation of opaque materials", Pure.Appl.Optics, 3(1994)353 

20.D.Minkov, "Flow graph  approach  for  optical  analysis  of  planar  structures",  Appl.Optics,  33(1994)7698 

21.T.B.Doyle, R.A.Doyle, A.R.Jones, D.Minkov, V.N.Stepankin, and U.P.Yakovets, "Characterisation of the inter-granular 

superconducting properties of YBCO from magnetisation and transport current measurement", Physica C, 233(1994)253  

22.J.Ruiz-Perez, E.Marquez, D.Minkov, J.Reyes, J.Ramirez-Malo, P.Villares, and R.Jimenez, "Computation of the optical constants 

of thermally-evaporated thin films of GeSe2 chalcogenide glass from their reflection spectra", Physica Scripta, 53(1996)76 

23.D.Minkov, and T.Shoji, "Method for sizing of 3-D surface breaking flaws by leakage flux", NDT&E International, 31(1998)317 
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